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3... TOWARDS THE OBJECTIVE 
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^2 (57) Abstract: The invention relates to a laser scanning microscope comprising a non-descanned detection and/or observation beam 
^£ path. Said microscope is provided with a beam splitter for splitting the illumination and detection beam path, and at least one optical 
element arranged in the direction of the detection and used to regularly transmit the detected light. An additional optical element is 
provided between the beam splitter and the optical element, for reducing the diameter of the imaging bundle of rays. 

(57) Zusammenfassung: Laser-Scanning -Mikroskop mit einem non-descannten Detektions- und/ oder Beobachtungsstrahlengang, 
wobei ein Strahlteiler zur Trennung von Beleuchtungs- und Detektionstrahlengang vorgesehen ist und in Richtung der Detektion 
mindestens eine Optik zur regularen Ubertragung des detektierten Lichtes vorgesehen ist, wobei zwischen dem Strahlteiler und der 
|^ Optik eine Zusatzoptik zur Verringerung des Durchmessers des abbildenden Strahlenbundels vorgesehen ist. 
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